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Przedmiotem wynalazku jest sonda wielopunk-
towa do kontroli migdzyoperacyjnej mikroukla-
dow, umozliwiajaca kontrole parametréw elek-
trycznych poszczegblnych cze$ci mikroukladu pod-
czas procesu jego wytwarzania. Nadaje sie do
pomiar6w mikroukladéw o dowolnej konfiguracji
poél kontaktowych, do pomiaréw pojedynczych ele-
mentéw mikroukladu oraz do pomiaréw funkcjo-
nalnych catego mikroukiladu.

Dotychczas pomiary miedzyoperacyjne poszcze-
gblnych elementé6w mikroukladu sa dokonywane
przez dotykanie poszczegélnych punktéw pomia-
rowych mikroukladu dwoma iglami polgczonymi
z ukladem pomiarowym. Operacja ta wykonywa-
na jest recznie i umozliwia jednorarowe skontro-
lowanie jednego tylko parametru elektrycznego
oraz jednego elementu mikroukladu, np. rezy-
stancji rezystora lub pojemno$ci kondensatora i
jest bardzo czasochionna. Pomiary funkcjonalne
calego mikroukiadu lub jego czeSci tag metoda sa
niemozliwe.

Sondy wielopunktowe umozliwiajagce szybkg
kontrole miedzyoperacyjng mikroukladéw sg nie-
zbedne w masowej produkcji mikroukladéw.
Konstrukcja ich. nie jest jednak znana. Spotyka
sie jednak sondy przeznaczone do kontroli mi-
kroukladéw p6iprzewodnikowych. Cechg charak-
terystyczng tych sond jest to, ze szpilki kontakto-
we sg uksztaltowane podobnie jak nogi pajgka.
Szpilki kontaktowe umocowane sg na pier§cieniu
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o duzej $rednicy rzedu 20 — 40 cm a ich docisk
do mikroukladu realizowany Jest za pomocg Spre-
zyn metalowych.

Celem niniejszego Wynalazku jest skonstruowa-
nie sondy wielopunktowej do kontroli miedzyope-
racyjnej mikroukladéw c1enkowarstwowych i gru-
bowarstwowych. ’

Istotg wynalazku jest to, ze szpilki kontaktowe
laczgce elektrycznie pola pomiarowe mikrouktadu
z zaciskami ukladu pomiarowego przechodzy przez
wzajemnie przesuniete otwory prowadzgce w
plytkach izolacyjnych dolnej i gbrnej, oraz przez
otwory w spre,zynujacej warstwie izolacyjnej roz-
mieszczone analoglczme jak otwory w gérnej
plytce izolacyjnej. Sprezynujgca warstwa izola-
cyjna znajduje sie pomiedzy réwnoleglymi wzgle-
dem siebie plytkami izolacyjnymi gérng i dolnsg.

Sonda wedlug wynalazku zapewnia jednocze§-
nie dolgczanie sie do wielu blisko siebie potozo-
nych punktéw pomiarowych péiproduktu mikro-
ukladu, dzieki czemu umozliwia podlgczenie mi-
krouktadu do ukladu pomiarowego. Sonda wed-
lug wynalazku zapewnia pomiary mikroukladu o
dowolnej konfiguracji pél kontaktowych i dzieki

temu umozliwia zaréwno pomiary pojedynczych

element6w mikrouktadu, jak i pomiary funkcjo-
nalne catego mikroukladu. Konstrukcja sondy
wedlug niniejszego wynalazku zapewnia kontakt
elektryczny z wszystkimi punktami pomiarowy-
mi mikroukladu nawet w przypadku, gdy podio-
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ze mikroukladu jest faliste, a szpilki kontaktowe
sqndy nie maja idealnie tej samej dlugoSci. Son-
de cechuje prosta konstrukcja i .jednocze$nie du-
za zdolno$¢ rozdzielcza.

Podczas pomiar6w poszczegbdlne zespoly szpilek
kontaktowych sg wybierane za pomoca przelgcz-
nika recznego lub automatycznego urzadzenia ko-
mutacyjnego. Poza automatyzacjg procesu pomia-
ru jednego mikroukladu sonda wielopunktowa
wedlug wynalazku umozliwia takze automatyzacje
~podawania piytek mikroukiadowych do stanowis-
ka pomiarowego.

Przedmiot wynalazku jest
przyktladzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1, przedstawia pojedynczy zesp6t stykowy
sondy, fig. 2 zasade dzialania sondy, a fig. 3 szpil-
ke kontaktowa.

Na fig. 1 i fig. 2 pokazany jest tylko jeden
zesp6t stykowy sondy wielopunktowej. Cata son-
da wielopunktowa zawiera tyle takich zespotéw
ile punktéw pomiarowych ma mikrouklad, do po-
miaru ktérego iest ona przeznaczona.‘ Rozmiesz-
czenie zespolow stykowych odpowiada rozmiesz-
czeniu punktéw pomiarowych mikroukladu.

Sztywne plytki izolacyjné gérna 3, dolna 5
oraz sprezynujgca warstwa izolacyjna 4 sg wspol-
ne -dla wszystkich zespoléw stykowych sondy i sg
sztywno polgczone ze sobg.

Szpilki kontaktowe 2 sg wykonane drutu
sprezystego o $rednicy 0,1 — 0,5 mm. Odcinek BC
szpilki wykrepowany jest pod katem 90° wzgle-
dem odcinkéw AB i OD. Wszystkie odcinki szpil-
ki kontaktowej lezg w jednej plaszczyznie. Mate-
rial, z ktérego wykonane sg szpilki kontaktowe,
ma malg rezystancje i duzg odporno§¢ na korozje.
W omawianym wykonaniu szpilki kontaktowe

przedsfawiony w
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zrobione sg z drutu stalowego o Srednicy 0,4 mm. *

Od strony styku z punktem pomiarowym mikro-
ukladu, — punkt A, szpilki kontaktowe zakon-
czone sg sferycznie. Z przeciwnej strony, punkt
D, do szpilek dolaczone sg przewody 1 doprowa-
dzajace sygnal z ukladu pomiarowego. Zadaniem
szpilek kontaktowych 2 jest potaczenie elektrycz-
ne odpowiednich punktéw pomiarowych mijkro-
ukladu z przewodami "doprowadzajgcymi sygnat
z ukladu pomiarowego.

Dolna plytka izolacyjna 5 ma za zadanie zapew-
nié' zaprogramowane dla danego typu mikroukla-
du rozstawienie szpilek kontakt®wych 2 oraz ich
prowadzenie w kierunku pionowym. Szpilki kon-
taktowe przy przejSciu przez plytki izolacyjne
goérng i dolng sg prostopadie do nich, przy czym
szpilki kontaktowe na odcinkach pomitdzy otwo-
rami w dolnej plytce izolacyjnej a rzutami odpo-
wiadajacych im otworéw goérnej piytki izolacyj-
nej 3 sa rownolegle do plaszczyzn plytek izola-
cyjnych goérnej 3 i dolnej 5. W plytce tej wy-
wiercone sa otwory -precyzyjnie odpowiadajgce
rozmieszczeniu punktéw pomiarowych mikroukia-
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du. Przez te otwory przechodzg odcinki AB szpi-\

lek kontaktowych. Gérna pltytka izolacyjna 3 ma
za zadanie zapewnié prowadzenie szpilek kon-
taktowych w kierunku pionowym. W plytce tej
wywiercone sg otwory analogiczne jak w_dolnej
plytce izolacyjnej 5, lecz przesuniete wzgledem
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nich o cdlegto§é réwna diugosci odcinka BC szpil-
ki kontaktowej. Przez te otwory przechodzg od-
cinki CD szpilek kontaktowych. Plytki izolacyjne
gorne i dolne s wykonane z materialu o matym
wspé6lczynniku tarcia, np. ze szkla, glazurowanej
ceramiki, plexi, teflonu itp.

Sprezynujgca warstwa izolacyjna 4 ma za za-
danie zapewni¢ docisk szpilki kontaktowej do po-
la kontaktowego, tj.- punktu pomiarowego mikro-
ukiadu. Jest ona wykonana z takiego materiaiu
i ma taka grubo$é, aby zapewniala sprezyste prze-
suwanie sie szpilki kontaktowej w kierunku pio-
nowym o okoto 1 mm. W przykladzie wykona-
nia zastosowano twardg gume o gruboSci 5 mm.
W sprezynujacej warstwie izolacyjnej wywiercone
sg otwory o rozmieszczeniu identycznym jak w
gornej plytce izolacyjnej. Srednica otworéw po-
winna kyé dwukrotnie wicksza od S$rednicy szpi-
lek kontaktowych. Przez te otwory przechodzg
odcinki CD szpilek kontaktowych.

Zasada dzialania omawianej sondy wielopunk-
towej jest przedstawiona . graficznie na fig. 2.
Sonda jest opuszczona na mikroukitad okolo 1 mm
ponizej poziomu, na ktérym zetknelyby sie kon-
ce A szpilek kontaktowych z powierzchnig mi- -
kroukladu bez ich odksztalcania sie. Po takim
opuszczeniu sondy szpilki kontaktowe na skutek
sity reakcji podioza mikroukladu odksztalcajg sie
sprezyScie na odcinku BC oraz wgniataja w spre-
zynujaca warstwe izolacyjng. - Polozenie szpilki
kontaktowej po opuszczeniu na podloze pokazuje
na fig. 2 linia ciggla. Uzyskujemy woéwczas nie-
zaleznie od falistoSci podloza pewny kontakt
elektryczny wszystkich szpilek kontaktowych z
odpowiadajgcymi im punktami pomiarowymi mi-
kroukladu. Rozwigzanie takie zabezpiecza piytki
podiozowe mikroukiadu przed peknieciem w
przypadku zbyt duzego nacisku sondy, poniewaz

-szpilki kontaktowe beda dociskaé podioze jedynie

z niewielka sila reakcji sprezynujacej warstwy

izolacyjnej.

Zastrzezehia ‘patentowe

1. Sonda wielopunktowa do kontroli miedzy-
operacyjnej mikrouktadéw ze szpilkami kontakto-
wymi, znamienna tym, ze szpilki kontaktowe (2)
lgczace elektrycznie pola pomiarowe mikroukta-
du z zaciskami (1) ukiladu pomiarowego przecho-
dzg przez wzajemnie przesuniete otwory prowa-
dzace w plytkach izolacyjnych dolnej (5) i gérnej
(3) oraz przez otwory w sprezynujgcej warstwie
izolacyjnej (4) rozmieszczone analogicznie jak
otwory w goérnej ptytce izolacyjnej, przy czym
sprezynujaca warstwa izolacyjna znajduje sie po-
miedzy roéwnoleglymi wzgledem siebie plytkami
izolacyjnymi dolng (5) i goérng (3).

2. Sonda wedlug zastrz. 1, znamienna tym, zZe
szpilki kontaktowe (2) przy przejSciu przez ptytki
izolacyjne gérng (3) i dolng (5) sa prostopadle do
nich, przy czym szpilki kontaktowe na odcinkach
pomiedzy otworami w dolnej plytce izolacyjnej
(5) a rzutami odpowiadajacych im otworow gor-
nej plytki izolacyjnej (3) sa réwnolegle do plasz-
czyzn plytek izolacyjnych goérnej (3) i dolnej (5).
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